2019. 7.29

Ibaraki Univ. Dept of Electrical & Electronic Eng.
Ketichi MIYAJIMA



RAFRGERIC DT
(F+5)



LR—K[ZDULNT
ENTRESINLAR—MIZELETH
ETEYET

EnTiRESNLIR—k: 1#IZDE
RRHDLIR—h: 1 DE
IRT ALDZERERZILLR—EH 104 LU

FIRHEEINTLNAZETT,

IRENL0EREDOE(L., BIKGAERD ZEEIRH
HYFEEBEADTEFELTLIEELY,
LR—krIEETI24TY,




2R 52V BR 0D Fal Bk

BREAER DT A MR

lml S
11

(a1

AU

H (K

iR lfabs

T TC50R T,



HARG\ERa T, FFHIAH A RETEY)

HiR 5\ ERaTIXL.

FRHAR. . BREE
DH. FHAHFELET .

B -PHSZE (I B IAA AT T,

LI=h>T. EFERE DT HEE P ERHEST
ERTHIEIFER &)iﬁ/u

Il

L

HREERaD i R (XI5 T,




AREAERD T, $551AF AIHETSH))

KR TIE,
FEiLHR. et BBEE

DH . FHRAHRELFET

R PHSFIIFLIAHAARRI T,

F-. CboDRBIBIZIE—ELR—FTHIZ
M o-BlREHLHE I FETI,

HRGEERbDERIEX3BRATY




HARERER(ZCDVNT(FE)

HA R e BRald .
o] & FFfE] : 2097

B R e ERD (.
0] & B fE] : 5077

AERIR TR, BETUT—FDEAIZTH LS
LY,



	スライド番号 1
	スライド番号 2
	レポートについて
	期末試験の試験範囲
	期末試験aで、持ち込み可能な物
	期末試験bで、持ち込み可能な物
	期末試験について（予定）

